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3.5.1 Größeneffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.5.2 Granularität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.5.3 Kopplungseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.5.4 Andreev-Reflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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4.1 Übersicht über die untersuchten Zinnschichten . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.1 Experimentell bestimmte Werte des Magnetfeldes B∗, bei dem der magne-

tische Zusammenbruch stattfindet, für verschieden dicke Schichten . . . . 85
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